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摘要(译)

微电子传感器装置技术领域本发明涉及一种用于检查目标粒子（1）的微
电子传感器装置，所述目标粒子（1）与载体（11）的结合表面（12）处
的结合位点（3）结合。在优选实施例中，输入光束（L1）被传输到载体
（11）中，其中在结合表面（12）处发生受抑制的全内反射（FTIR）。
所得到的输出光束（L2）中的光量由光检测器（31）检测，并提供关于
在结合表面处存在目标粒子的信息。此外，致动单元（50）通过与磁场
（B）或电场的相互作用引起结合的目标粒子（1）的运动，特别是具有
给定的调制频率（COIn），使得通过解调目标粒子的探测器信号（S）
效应可以与背景区分开。
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